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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour

les dispositifs optoélectroniques

AVANT-PROPOS

st issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote
47(BC)1090 47(BC)1136
47(BC)1153 47(BC)1225

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ).
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Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60747-12-1991
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60747-12-1991

747-12© IEC -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared b h ical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are reptesented, express, 4

possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt'wj

2) They have the form of recommendations for international
Committees in that sense.

This standard has b
Devices.

This publication @

IEC Quality Assessme

The text of this sta

Six Months' Rule Reports on Voting
47(C0O)1090 47(C0O)1136
47(CO)1153 47(C0O)1225

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de Ia CEl sont citées dans la présente norme:

Publications n®S 68-2-14 (1984):

QC 001002 (1986):

Full document details: IEC 60747-12 1991

191-1 (1966):

191-2 (1966):

747-1 (1983):

747-2 (1983):

747-3 (1985):

747-5 (1991):

749 (1984):

Essais d'environnement — Deuxidme partie: Essais — Essai N: Variations
de température.

Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs — Premisre
partie: Préparation des dessins des dispositifs & semiconducteurs.

Deuxiéme partie: Dimensions {en cours de révision).

Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiére partie:
Généralités.

Deuxidéme partie: Diodes de redressement. Amesidement n° 1 (1991).
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The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 68-2-14 (1984): Environmental testing - Part 2: Tests — Test N: Change of temperature.

191-1 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 1: Pre-
paration of drawings of semiconductor devices.

191-2 (1966): Part 2: Dimensions (under revision).

747-1 (1983): Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1: General.

747-2 (1983): Part 2: Rectifier diodes. Amendment No. 1 (1991).

747-3 (1985): Part 3: Signal (including switching) and regulator £
Amendment No. 1 (1991).

747-5 (1991): Part 5: Optoelectronic devices.
749 (1984): Semiconductor devices — Mechanics

QC 001002 (1986): em for electronic
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Douziéme partie: Spécification intermédiaire pour
les dispositifs optoélectroniques

1 Domaine d’application

Cette spécification intermédiaire s’applique aux dispositifs suivants:

— photoémetteurs:
afficheurs optoélectroniques;
diodes électroluminescentes (LED);
diodes émettrices en infrarouge (IRED);
diodes laser.

- Dispositifs photosensibles & semiconducteurs:
photodiodes;
phototransistors;
photothyristors.

- Dispositifs d’affichage a s¢
— Photocoupleurs, optocouple

2 Généralitées
Cette spécificati

elle se réfefes e
exigences d

les essais et

Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

2.2 Valeurs recommandées de températures (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI, article 5.

2.3 Valeurs recommandées de tensions et de courants (valeurs préférentielles)

Voir la Publication 747-1 de la CEl, chapitre VI, article 6.

2.4 Identification des bornes

L'identification des bornes doit étre celle qui est indiquée dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices

1 Scope

This sectional specification applies to the following:

- semiconductor photoemitters:
optoelectronic displays;
light-emitting diodes (LED);
infrared-emitting diodes (IRED);
laser diodes.

— Semiconductor photosensitive devices:

photodiodes;
phototransistors;
photothyristors.

- Semiconductor imaging devices.

-~ Photocouplers, optocouplers.

2 General

2.2 Recommended values of temperatures (preferred values)

See IEC 747-1, chapter VI, clause 5.

2.3 Recommended values of voltages and currents (preferred values)

See IEC 747-1, chapter VI, clause 6.

2.4 Terminal identification

The terminal identification shall be as given in the detail specification.
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3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication et sous-traitance
L’étape initiale de fabrication est 'une des suivantes:

— pour les dispositifs semiconducteurs monocristallins
«Le premier processus par lequel le matériau semiconducteur monocristallin n’est
plus entiérement de type P ou de type N»;

— pour les dispositifs semiconducteurs polycristallins
«Le dépdt d’'une couche polycristalline sur un substrat».

3.2 Modéles associables

Dans le cadre de la présente spécification, lgg
un fabricant, essentiellement selon la méme
procédés et méthodes. lIs ne différent entre
conduisent généralement a les classer $e
métriques et radiométriques.

tior' des limites des caractéristiques électriques et optiques doivent
lots de types conformément a ces différentes limites de caracté-

De tels composants doivent, de préférence, figurer dans la méme spécification particuliére
mais, de toute maniére, les détails concernant I'association utilisée doivent étre indiqués
dans le rapport d’essai d’homologation.

3.2.1.1  Caractéristiques électriques et optiques ayant des limites différentes

Pour les essais particuliers ou des limites différentes de caractéristiques électriques et
optiques s’appliquent a chaque sous-lot, on préléve, dans chaque sous-lot, un échantilion
de taille appropriée au nombre des composants constituant le sous-iot.
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3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture and subcontracting
The primary stage of manufacture is one of the following:

- for monocrystalline semiconductor devices
"The first process that changes the monocristalline semiconductor material from
being wholly P-type or N-type";

— for polycrystalline semiconductor devices
"The deposition of a polycristalline layer onto a substrate”.

3.2 Structurally similar devices

Such components should preferably be included in the same detail specification but in any
case the details of the grouping used shall be explained in the qualification approval test
report.

3.2.1.1  Different electrical and optical characteristic limits
For those particular tests where different electrical and optical characteristic limits apply

for the sub-lots, each sub-lot shall be sampled with a sample size appropriate to the
number of components in each sub-lot.
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